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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

«МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ИССЛЕДОВАНИЯ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ»
1. Классификация спектроскопических методов исследования.

2. Особенности атомных спектров.

3. Формирование спектров поглощения и испускания.

4. Общая характеристика фотометрических методов анализа и их достоинства.

5. Физические основы фотометрических методов анализа.

6. Аппаратура и техника фотометрических измерений. Общая схема.

7. Фотометрический метод. Качественный и количественный анализ.

8. Общие сведения об ИК-спектроскопии.

9. Теоретические основы ИК-спектроскопии.

10. Формирование ИК-спектров молекул.

11. Основные области ИК-спектров и их интерпретация.

12. Устройство и принцип работы ИК-спектрометров.

13. Особенности проведения анализа на фурье-спектрометрах.

14. Применение ИК-спектроскопии.

15. Характеристическое рентгеновское излучение.

16. Классификация линий рентгеновского спектра.

17. Особенности рентгеновской спектроскопии.

18. Качественный и количественный рентгеновский анализ.

19. Рентгенофлуоресцентный спектральный метод анализа (РСФА). 

20. Регистрация рентгеновского излучения в рентгеновском анализе.

21. Особенности устройств современных рентгеновских спектрометров.

22. Рентгеноспектральный микроанализ.

23. Физические основы рентгенофазового анализа.

24. Фазовый анализ кристаллических образцов.

25. Подготовка образцов к анализу и расшифровка рентгенограмм.

26. Виды микроскопии, общая классификация микроскопов.
27. Оптическая схема и принцип действия прямого оптического микроскопа.

28. Увеличение и разрешающая способность микроскопа.

29. Основные узлы оптического микроскопа.
30. Микроскопы, специализированные по виду наблюдения.

31. Методы освещения и наблюдения в оптической микроскопии. 

32. Методы наблюдения в поляризованном и интерферирующем свете.

33. Люминесцентная, ультрафиолетовая и инфракрасная микроскопия.
34. Просвечивающая электронная микроскопия.
35. Растровая электронная микроскопия.
36. Атомно-силовая микроскопия.

37. Туннельная микроскопия.

38. Методы термического анализа.

39. Дифференциальный термический анализ (ДТА).

40. Термогравиметрический анализ (ТГА).

41. Дифференциальная сканирующая калориметрия (ДСК).
42. Качественный и количественный термический анализ.

43. Применение термического анализа.

44. Измерение удельного сопротивления двухзондовым методом.

45. Измерение удельного сопротивления четырехзондовым методом.

46. Измерение удельного сопротивления однозондовым методом.

47. Измерение удельного сопротивления бесконтактными методами.

48. Измерение термоэлектрических эффектов.

49. Измерение диэлектрических свойств жидкостей.

50. Измерение диэлектрических свойств порошков.

51. Измерение диэлектрических свойств твердых образцов.

52. Измерение температуры терморезисторами.

53. Измерение температуры термопарами.

54. Измерение температуры пирометрами.

55. Измерения механических величин омическими преобразователями.

56. Измерения механических величин индуктивными и емкостными преобразователями.

57. Измерения механических величин индукционными и пъезоэлектрическими преобразователями.

58. Измерения механических характеристик ионизационными преобразователями.

59. Анализ состава и структуры веществ термоэлектрическими преобразователями.

60. Анализ свойств веществ фотоэлектрическими преобразователями.

61. Механические испытания металлов и сплавов.
62. Механические испытания природных каменных материалов.
63. Механические испытания кирпича.
64. Определение реологических свойств цемента.
65. Механические испытания цемента.
66. Механические испытания бетона.
67. Механические испытания керамической плитки.
68. Механические испытания пластмасс.
69. Механические испытания волокон и нитей.
70. Механические испытания тканей.
71. Механические испытания трикотажа.
